
























































































专利名称(译) 传感器用于消除不需要的部件和使用所述传感器的测量方法

公开(公告)号 EP1872101A2 公开(公告)日 2008-01-02

申请号 EP2006725573 申请日 2006-04-05

[标]申请(专利权)人(译) 校际微电子中心

申请(专利权)人(译) INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELEKTRONICA CENTRUM VZW

当前申请(专利权)人(译) INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELEKTRONICA CENTRUM VZW

[标]发明人 GENOE JAN
HEREMANS PAUL

发明人 GENOE, JAN
HEREMANS, PAUL

IPC分类号 G01J1/42 H01L27/146 A61B5/00 A61B5/1455 G01J1/46 H01L27/30 H01L31/02 H01L31/12 H01L51/00

CPC分类号 A61B5/14551 A61B5/14552 A61B5/7214 A61B2562/0233 A61B2562/046 G01J1/46 H01L27/14609 
H01L27/14678 H01L27/305 H01L31/02024 H01L31/12 H01L51/0078

优先权 60/672568 2005-04-18 US

其他公开文献 EP1872101B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

在本发明中，提出了一种用于测量来自包括期望和不期望分量的相对弱
信号的特性的新颖方法和设备。不期望的信号可能来自特征的性质，来
自检测器或来自电路。从包括这些期望和不期望的分量的第一测量元件
（1）提取信号。使用来自该第一测量元件或另一个第二测量元件（2）
的另一信号，可以消除不期望的分量。当将有机材料用于探测器，电子
电路和测量元件时，测量方法非常有用。这些装置可以相对便宜地生
产，但不太可靠。它们还可以组合成一维或二维阵列，以测量更大区域
的特征。
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